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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC425)提出并归口。
本标准起草单位:中国航天科技集团有限公司第九研究院第七七一研究所。
本标准主要起草人:张群、刘洪卫、马振华、李春。
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宇航用处理器器件单粒子试验设计与程序

1 范围

本标准规定了宇航用处理器器件的单粒子试验设计与程序。
本标准适用于宇航用处理器器件的单粒子试验设计和过程控制,其他领域应用可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB18871—2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 
处理器器件 processordevice
内部含有处理器的器件,在正常的使用中可取指并执行指令的器件。

3.1.2 
单粒子效应 singleeventeffects;SEE
描述单粒子事件中的许多效应的术语。

3.1.3 
单粒子事件 singleeventphenomena;SEP
由单个高能粒子撞击引发的半导体器件一系列响应的统称,包括中子、质子引起的效应。

3.1.4 
单粒子翻转 singleeventupset;SEU
单个高能粒子作用于器件,引发器件的逻辑状态改变的一种辐射效应。

3.1.5 
单粒子锁定 singleeventlatchup;SEL
单个高能粒子将器件内的可控硅触发开启,形成低电阻、大电流状态。

3.1.6 
单粒子功能中断 singleeventfunctionalinterrupt;SEFI
单个高能粒子作用于器件,使被试器件功能丧失或紊乱,只有通过复位和重新配置才能恢复器件

功能。

3.1.7 
线性能量传输 linearenergytransfer;LET
粒子沿入射方向在材料中单位长度沉积的能量。
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